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O Escuelainternacional de
Cristalografia: Difraccion

de Rayos X de Polvos.

¢6A quien esta dirigido el evento?

La escuela va dirigida a estudiantes de pregrado, posgrado en dreas

de Quimica, Fisica, Biologia o dreas afines y profesionales donde sea
necesario el trabajo con las técnicas de difraccion de rayos X en polvos
en su quehacer académico, investigativo o profesional.

Del 10 al 14 de noviembre de 2025

Auditorio Jardin Botanico,
Universidad del Tolima. Ibagué, Tolima.

Modalidad del evento: |y &S eE)
Gorreo de contacto:

3raEscuelalnternCristalografia@gmail.com
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Gontenido:

o  Simetria en Cristales/Las Tablas Internacionales de Cristalografia
o  Fenomeno de Difraccién

o  Fundamentos de la Difraccidon de Rayos X de Polvos

o  Registro de Datos de Difraccion de Rayos X de Polvos

o  Sesiones Practicas en el Laboratorio de Rayos X

o  Preparacién de Muestras/Identificacion de Fases

I
I
I
o  Uso de la base de datos PDF-5+
o Indexado y Modelaje del Patrén Completo -
o  Determinacion Estructural usando Datos de Difraccion de Polvos
o Refinamiento Estructural. El Método de Rietveld-Fundamentos -
o  Analisis Cuantitativo usando el Método de Rietveld

I

o  Andlisis Cristaloquimico

. Validacion de Estructuras /Analisis /Archivos cif /Publicaciones
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HORA LUNES 10 MARTES 11 MIERCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14
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Relevancia del evento:

A través de los afos, las técnicas de difraccidon de rayos X (XRD) se han
constituido en las herramientas mas poderosas que los cientificos del
estado solido usan para la caracterizacion estructural de materiales. Estas
técnicas son la columna vertebral de la Cristalografia y han sido esenciales
para el estudio de una amplia variedad de materiales, desde minerales
hasta macromoléculas biologicas como el ADN vy las proteinas, pasando
por semiconductores, catalizadores, ceramicos, complejos metalicos,
productos naturales, compuestos farmacéuticos, entre otros materiales
importantes. Especificamente, las técnicas de difracciéon de rayos X en
muestras policristalinas (o de polvos, como comtinmente se les denomina)
son especialmente importantes como técnicas analiticas en procesos en
los que se requiere la identificacidon y cuantificacidn de componentes de
solidos de diversa naturaleza. Estas técnicas también permiten seguir los
cambios estructurales de los materiales cuando se someten a diversos tra-
tamientos (quimicos, humedad, temperatura, presidn, etc.). Igualmente
se utilizan en la caracterizacion de nanomateriales ya que permiten deter-
minar el tamafo nanométrico de sus dominios cristalinos, asi como otros
importantes aspectos microestructurales de los materiales. Ademas, la
estructura cristalina de numerosos materiales se ha determinado utilizando
datos de difraccidn de rayos X en polvo.

Apoya:

aslucr B S
1#\ r 7 z
@?'I@DD}_ S s e

lllllll

Organiza: m

ad

@ Facultad de Ciencias
Programa de Quimica

Innovotek@



O Escuelainternacional de
Cristalografia: Difraccion

de Rayos X de Polvos.

Instructores

Graciela Diaz

de Delgado
(ULA, Venezuela)

Miguel Delgado
(ULA, Venezuela)

José Antonio Henao
(UIS, Colombia)

Analio Dugarte
(ULA, Venezuela)
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Robert Toro Tom Blanton

(UIS, Colombia) (ICDD, EUA Online)
Héctor Fabio Cortés Hoover Valencia
(Universidad del Tolima, (UTP, Colombia)
Colombia)
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Diego Lamas Betina M. Cecilia Faroldi

(Universidad Nacional (Universidad Nacional
de San Martin) del Litoral)

Juan Manuel Zamaro
(Universidad Nacional
del Litoral)
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Gomite Organizador-

César Augusto Jaramillo Péez,

Universidad del Tolima, Colombia

Ximena Carolina Pulido Villamil,

Universidad del Tolima, Colombia

Luis Fernando Rodriguez Herrera,

Universidad del Tolima, Colombia

Leonardo Duvan Restrepo Alape,

Universidad del Tolima, Colombia

Maby Mooll Martinez,
Universidad de Caldas, Colombia

Milton Rosero Moreano,
Universidad de Caldas, Colombia

Miguel Delgado,

Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Graciela Diaz de Delgado,

Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
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